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Segunda.~ Quedan anuladas, a tedes los efectos, las vacanles corresperdientes

currespundientes al ISFAS de Almeria, El Ferrcl., iLugrofo v Ledn.

a los [odigos 1t%, 17G, 171 v i7Z, del Anexo I,

Tercera.- Se incluyen en el Anexo 1 los siguientes puestos de trebale

Codiygo Putsto de trabajo vﬁgag:e i Locaiadad B C.1.0rgSi L P1C. T, |Nive!l |C?Expecfd |[Chservaciones
343 SEGENTE H Madrid Wt2I00080 191371 10 . 801 Conocimientos
§ de Informari-
! : e
|
38 DIGENER H | Madrid w3201){1 §2943 7 - -
39S DIGENSER 1 ; Madrid L411082G) 1490701 H - -
196 CIMA {Ejercite del Alre) 7 f Madrid - - - - -
i i

Cuarta.- Se modifica 1a base sexta de la Ovden del Minisreryio de Defenpsa TI4/38THBFI9AT, de B de seprtiecmhre, en el sentido

de que #1 plazo de 1S dias natuzrales para Ja presentacion de insramcias v decucentos, me contard a3 partit del dia siguienze o

la publicacion de esta Ovden en el "Beletln Oficial del Fstade".
Guinta,- Correccion de errores del anaxe V.

Pagina Donde dice:

IBOBS Cuerpo especiftco

MINISTERIO
DE ECONOMIA Y HACIENDA

223S1 RESCLUCION de 28 de septiembre de 1987, de la

Subsecretaria. por la que se convocan pruchas selecti-
vas mediante el sistera de concurso-oposicion, turno
de promocidn interna, para cubrir plazas de Personal
Laboral en este Ministerio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de & de febrero, por el que se aprucba la Oferta de Empleo Pablico
para 1987,

Esta Subsecretaria, de comformidad con lo establecido en el
articulo 25 del Reai Decreto 222371984, de 19 de diciembre, porel
que se aprueba ¢l Reglamento General de Ingreso del Personal al

crvicio de la Administracion del Estado, ha tesucitor

Primero.—Convocar las plazas vagantes que figuran relacionadas
en ef anexo de la presente Resolucion mediante el sistema de
COnCUTSO-0005ici0n, twrno de promocidn interna.

Segundo.-1a realizacidn de las pruebas se ajustard a ko previsto
en los titulos [ y IIF del Real Decreto 2223/1984, de 1% de
diciembre, a los criterios generales de seleccion fijados por el
Mimsterio para las Administraciones Pablicas, al Convenio Colec-
1ivo del Personal Laboral al servicio del Ministerio de Economia y
Hacienda vigente v a las bases de ia convocatona,

Tercero.-Las bases de desarrplio de las convocatlenas y los
requisitos generales para cada categoria profesional figuran expues-
tos ¢n los tablones de anuncios de fa sede de los Servicios Centrales
det Ministerio de Economia y Haclenda, en las Delegaciones de
Hacienda, en los Gobiernos Civiles y en Ias oficinas de informacién
de las Administraciones Pablicas.

Caarto.-Quienes deseen 1omar parie en e5tas pruebas selectivas
deberan hacerlo constar mediante solicitud dirigida al ilustrisimo
senor Director general de Servicios del Departamento, que se
presentard en el Registro General del Ministerio de Economia v
Hacienda, sin perjuicio de lo dispuesto en ¢l articulo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, en ¢l plazo de diez dias naturales
a partur del! siguiente a la publicacion de la presente convocatoria
en el «Boletin Oficial del Ef-!.a.do», segin modelo que se adjunta a
tas citadas bases,

Lo que comunico & V. L para su copocimiento y efectos
QpOTTUNOS,

Madnd, 28 de scptiembre de 1987.-El Subsecretario, José Maria
Garcia Alonse,

Ilme. Sr. Director genera! de Servicios.

Debe decir:

Coeplemento especifico

ANEXO
Nimero. .
de Cazegoria profesignal Desting
plazas
Momnitor ............ Madrid.

Oficial 1.° de Oficios.
Oficial £.° de Oficios.
Oficial 1.° de Ohcios.

Cantabria (Delegacion de Hacienda).
Corufz {Delegacion de Hacienda),
Madnd.

i ———

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

22392 ORDEN de 25 de marzo de 1987 por la que se

convocan pruebas sefectivas para cubrir 21 plazas de la
Escalu de Titwlados Técnicos Espec:‘al’izaa%s det Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientificas por el
sisterma general,

En cumplimiento de ko dispuesto en el Real Decreto 19871987,
de 6 <e febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo publico
para 1987, y con el fin de atender a las necesidades de personal en
la Administracidn Publica,

Este Ministerio, en usg de !as competencias que le han sido
atribuidas por el Real Decreto 216971984, de 28 de noviembre,
previo informe favorable de ja Cormision Superior de Personal y
acuerdo de la Juma de Gobierno del CSI(’E resuelve convocar
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Titulados Técnicos
Espccializados del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
con sujecién a las siguientes

Bases de convocatoria
I. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 21 plazasenla
Escala de Tituladas Técnicos Especializados de] CSIC por el
sistcma general, de acuerde con las especialidades que figuran en el
anexo 1 de la presente Resclucién.

1.2 El nimero total de vacantes de las convecatorias gen_eral

: de promocion interna de acceso a ta Escala de Titulados Técnicos
Especiaiirados asciende a 30
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1.3 Las plazas sin cubrir de Jas reservadas a la promocion
interna se acurnularan a las del sistema general.

1.4 A lias presentes pruebas selectivas les serdn aplicahbles !a
Ley 30/1984, de 2 de agosio; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre; el Real Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre, v las
bases de esta convocatoria.

1.5 Laadjudicacion de las plazas a 10s aspirantes aprobados se
efectuara de acuerdo con la suma de la puntuacion obtenida por
éstos en la fase de oposicion en cada especialidad.

1.6 Los aspirantes gue ingresen por el sistema de promocidn
interna en virud de lo dispuesio en ¢l articule 31.3 del Reglamento
Ceneral de Provision de Puestos de Trabajo y Promocion Profesio-
nal de los Funcionarios de la Administracion del Estado, tendrin
preferencia sobre el resto de los aspirantes para cubrir las vacantes
a las que s¢ alude en la base 1.2.

1.7 £l procedimiento de seleccion de los aspiranies constara
de las sigwentes fases:

Oposicion.
eriodo de pricticas.

~ 1.8 La fase de oposicién constara de los cjercicios eliminato-
£108 que a continuacién se indican:

1.8.1 Pnmer gjercicio: Consistird en contestar un cuesticnaric
de preguntas, con respuestas alternativas, que versaran sobre el
proprama de cada especialidad gue fipura como anexo IT de la
presentz Resolucion.

El tiempo para realizar este ejercicio serd de sesenta minutos.

1.8.2 Segundo ejercicio: Consistird en ¢l desarrollo por escrito
durante un plazo miaxime de dos heras de un supuesto tedrico
propuesto por el Tribunal relacionado con el programa de cada
especialidad que figura como anexa Il de la presente Resolucidn.

Para la realizacion de este ejercicio no se podrd consultar
documentacion alguna. -

El eiercicio deberd ser leide por el opositor en sesion piblica
ante ¢l Trbunal

En este gjercicio se valoraran la profundidad y amplitud de los
conocimienios especificos requeridos para el ejercicia de la especia-
lidad comereta de la plaza, asi como la claridad y el orden de ideas
¥ SU expresién escrita.

1.8.3 Tercer ejercicio: Comnsistird en la realizacion de uno o
varios supuestos practicos relacionados con la espectalidad de la
plaza convocada de acuerdo con ¢} programa que se recoge en el
anexo [

los opositores deberdn realizar por escrito un resumen del
desarrollo v ejecucién de la prueba que se expondra ante el
Tribunal en sesidn publica.

Ei Tribunal correspondiente a cada especialidad sefalard el
tempo maximo dispomible para la realizacion de la prueba, gue no
podra superar, €n ningun caso, un tiempo maximo de cuatro horas.

- 1.9 Las prucbas selectivas se desarroltardin con arreplo al
siguiente calendario orientative:

El primer ejercicio se iniciard en el mes de noviembre,
.10 El programa que ha de repir las pruebas en cada

especialidad es el que figura como anexo II de la presente
convocatona,

2. Reguisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realizacién de las pruebas selectivas,
los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos:

a} Ser espaiol.

b) Tener cumplidos los dieciocho afies ¢l dia que termine el
plazo de presentacion de solicitudes.

¢) Estar en posesidn de 1z titulacion de Grado Medio, senalada
en el apexo I, de la comrespondiente especialidad de la plaza a
cubrir, ¢ en condiciones de oblenerla en la fecha de expiracion del
plazo de presentacién de solicitudes.

d) No padecer enfermedad ni esiar afectado por I{mitacién
fisica ¢ psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las
correspondientes funciones,

€) No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Piblicas ni
hallarse inhabilitado para ¢l desempefio de las correspondientes
funciones.

2.2 Los requisitos establecidos en las normas anteriores se
deberdn cumplir el Ultimo dia de plazo de preseniacion de
solicitudes, v deberin mantencrse durante el proceso selectivo
hasta €l nombramicnio,

3. Sdlicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberan hacerlo constar en instancias que seran facilitadas gratuita-
rmente en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Delegacio-
nes de Gobierno de Ceuta vy Melilla, en las oficinas de la Caja
FPostal, asi como en el Centro de Informacion Administrativa del
Ministerio de la Presidencia, Direccidn General de la Funcion
Publica, en el Insittuto Nacional de la Administracion Piiblica y en
la Secretaria General del CSIC, Serrano, 117, 28006 Madnd. A la
instancia se¢ acompanzra foiocopia del documento nacional de
identidad.

3.2 En la casilla A} del epigrafc «Datos a consignar scgan lus
bases de la convocatonia», se hard constar la especialidad a la que
se concurre. En la casilla B) del mismo epigrafe se hard constar si
se presenta a la convocalyna por el sistema de promocidn interna.
Ningiin aspirante podrd concurnt por ambos sistemas {general y de
promocién interna).

31 1apresentacidn de solicitudaes podra hacerse en el Registro
Genetal del CSIC, Serrano, 117, 28006 Madrid, ¢ e¢n ia forma
establecida en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis-
trative, en el plazo de veinte dias naturales, a partir del siguiente
al dz Ja publicacion de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del
Estado» y se dirigira al excelentisimo sehor Presidenie del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas.

3.4 Los derechos de examen serdn de 2.000 pesetas, mas 100
pesetas por gastos de transferencia, para todos los aspirantes ¥ se
ingresaran en la cuemia cormiente namero §.699.317, «Pruebas
seiectivas para el acceso a la Escala de Titulados Técnicos Especia-
lizados del CSIC», en cualquicra de los oficinas de Ja Caja Postal,

En la solicitud dehera fNgurar ¢l sello de la Caja Postal
acreditativo de! pago de Jos derechos, cuya falta determinard la
exclusion del aspirante,

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrdn
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a pelicion del
interesado.

4, Admisidn de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentacién de instancias, la Presi-
dencia del CSIC publicara, en el plazg de un mes, Resolucion en
el «Boletin Oficial del Estadon, en la que, ademds de determinar el
luzar y 1a fecha de comienzo de los ejercicios, se recogerad la relacion
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicacion, en este ultimo
caso, de las causas de exclusién. i

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrén de un plazo de diez
dias, contados a partir del siguieme al de la publicacion de la
Resclucion, para stbsanar el defecto gue haya motivado su
exclusion.

4.3 Contra dicha Resolucién podrd interponerse recursa de
reposicidn, en el plazo de un mes, a partir del dia siguiente al de
su publicacion en el «Boletin Oficial del Estado»,

E| escrito de subsanacion de defectos se considerard recursoe de
reposicion, s: el aspirante fuese definitivamente excluido de la
realizacion de los gercicios.

44 De conformidad con lo dispuesto en ¢l articulo 19 del Real
Decreto 222371984, y por permitirlo el presente proceso selectivo,
no se expondran al piblico las listas de aspirantes admitidos.

5. Tribunales

5.1 Los Trbunales calificadores de las pruebas serdn los que
figuran en ¢l anexo I1I de esta Resolucion. Por aconsejarlo el
presente proceso selectivo un unico Tribunal juzgard, para cada
especialidad, a los aspirantes por el sistema general y a2 los de
promocién interna, A los efectos de la acumulacion de plazas sin
cubrir de! sistema de promocién interna al general, el dltimo
ejercicio del sistema genera! no podrd iniciarse hasta no disponer

¢ la relacién expresiva del nimero de vacantes en la especialidad
commespondiente en la convocatoria del sistema de promocion
1nterna.

Dicha relacion serd expuesta en ¢l Jugar o lugares donde se
hicieron publicos los resultados del pendltimo gjercicio y en el lugar
o lugares donde se realizara el dltimo.

5.2 Los miembros de los Tribunales deberan abstenerse de
intervenir, notificindolo al Presidente del CSIC cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en ¢l articulo 20 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, .

Los Presidentes podran exigir de los miembros del Trnibunal
declaracién expresa de no hallarse incursos ¢n las circunstancias
previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administra-
uvo,

Asimismo, los aspirantes podran recusar a Jos miembros de los
Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en el
parrafo anterior.
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E! plazo para solicitar la renuncia o manifestar la abstencion
serd de diez dias naturales & partir de la publicacidn en 2l «Boletin
Oficial del Estados de la Resolucion a que se refiere ia base 4.1,

3.3 Con anteriornidad a la iniciacion del prmer ejercicio, se
publicard en el aBoletin Oficial del Estado» ¢l nombramiento de los
nueevos miembros de los Tribunales que hayan de sustituir a los que
hayan perdide su condicidén por alguna de las causas anteriores.

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirdn los
Trnbunales, con asistencia, al menos, de la mayoria absolutz de sus
miembros. Celebrardn su sesidn de consutucién en el plazo
maximo de treinta dias a pariir de su designacién y minime de diez
dias antes de iz realizacion del prmer gjercicio.

En dicha sesidn los Tribunzles acordardn 1odas las decisiones
que les correspondan en orden al correcto desarrelio de las pruebas
selectivas.

5.5 A parta de su comstiiucion, los Tribunales. para actuar
vilidamente, requerirdn la presencia de la mayoria absolutz de sus
miembros. Los Tribunales tomardn sus acuerdos por mayoria; en
caso de empate deridird el voio del Presidente.

5.6 Dentro de la fase de oposicidn, los Tribunales resolveran
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicacion de estas
normas, asi como 10 que se debe hacer en los casos no previsios.

5.7 Los Tobunales calificadores adoptaran las medidas prect-
sas, de forma gue los aspirantes con minusvalias gocen de similares
condicioncs pars ia realizacion de los ciercicios gue e resto de los
demds parucipantes. En este septido, s¢ establecerdn para las
personas con minusvalias que lo soliciten en Ias instancias las
adaptaciones posibles de tiempos ¥ medios para su realizacion.

Los Presidentes de los Tribunales calificadores adoptaran las
medidas oportunas para garantizar que el primer ejercicio de la fase
de oposicion sea corregido sin que s¢ conozca la idemidad de los
aspirantes, utilizando para ello los impresos aprobados por la
Orden del Ministerio de la Presidencia de 16 de febrero de 1985
{«Boletin Oficial del Estadon del 22} ¢ cualesquiera otros equiva-
lentes, previa aprobacion de la Secretaria de Estado para la
Administracign Pablica.

58 A efeclos de comunicaciones y dernds incidencias, los
Tribunales tendrdn su sede en ls Secretaria General del CSIC,
Serrano. 117, 28006 Madnid.

39 Los Tribunales que actien en estas pruebas selectivas
tendrin la categoria sepunda de las recogidas en el anexo 1V del
Real Decreto 1344/1984, de 4 de julio.

510  En ningin caso los Tribunales podran aprobar al declarar
qgue han superado las pruebas selectivas un numere superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualguicr propuesia de
aprobados que contravenga lo eswablecido sera nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los efercicios

6.1 Elorden de actuacion de los opositores se iniciarg alfabéti-
camenie por ¢! primero de la letra D, de conformidad con lo
establectdo en Resolucion de la Secretaria de Estado parz la
Adminisiracidn Pibhica de 10 de febrero de 1987 («Boletin Oficial
del Estadow del 18}, por 12 que se publica el resuitado del sorteo
celehrado el dia 9 de febrero de 1987,

6.2 En cuzlguier momento los aspirantes podrdn ser requeri-
dos por miembros de Jos Tribunales con ia finalidad de acreditar
su personaiidad.

6.3 Loy aspiranies seran convocados para cada ejercicio en
inico llamamiento, siendo excluidos de la oposiciéon quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mavor, debidamente
justificados y libremente apreciados por los Tribunales.

6.4 La publicacion de las sucesivos anuncios de celebracién
del segundo v tercer giercicio se efectuard por los Tribunales en los
locales donde se haya celebrade el primero, y por cualesguiera otros
medios si 5¢ juzga conveaienic para facilitar su maxima divulga-
¢ién, con veinticuatro horas, al menos, de antelacién a la sefialada
para la inicizcién de las mismos. Cuande s trate del mismo
ejercicio, el anuncio serd publicado cn los locales donde sc hava
celebrado y por rualquier otro medio si se juzga conveniente, con
doce horas, al menos, de aniclacion.

6.5 En cualguier momento del proceso selectivo, si los Tribu-
nales tuvicran conocimiento de que algunc de los aspirantes no
posee ia lotalidad de los requisitos cxigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su
exclusion al Presidente del CSEC, poniendo en conacimiento del
mismo las inexactitudes o falsedades formuladas por ¢f aspirante
en la solicitud de admisidn a Jas pruebas selectivas, a los efectos
procedentes.

7. Calificacion de los ejercicios

7.1 Los ejercicios de la fase de oposicion se calificarin de la
forma siguiente:

7.1.1  Prmer ejercicio. De cerc a 10 puntos, Ei valor medio de
las puntuaciones compuladas constitvird la calificacién de este
ejercicio. siendo necesanio alcanzar cinco puntos como misimo
para pasar al ejercicio siguiente.

7.1.2 Segundo ejercicio; De cero a 20 puntos. El valor medio
de Jas puntuaciones computadas constituird fa caiificacion de este
segundo gjercicio, siende necesario alcanzar 10 punios comg
minime para poder ser seleccionado.

7.1.3  Tercer cjercicio; De ¢ero 4 30 punios. El valor medic de
las puntuaciones computadas constituird la calificacién de este
tercer gjercicio, siende necesario alcanzar 15 puntos vome mimimo
para poder ser seleccionadoe,

7.2 En los tres ejercicios, la calificacion se hard al término de
cada ejercicio, publicindose la relacion de guienes los hubiesen
superado ¥ osus puntuaciones.

7.3 La calificecion final de las pruebas vendrd determinada
por ta suma de las puntpaciones obtenidas en los tres gjercicios de
la opusivion. En case de empate el orden s establecerd atendiendo
a la mayor edad de los aspiranies.

8. Lista de aprobados

8.1 Finalizadas las prucbas sefectivas, los Tribunales haran
pablicus en el lugar o lugares de celebracion del ultimo ejercicio, y
en aguellos otros que esiime opertune, ia relacidn de aspirantes
aprobados en cade especialidad, por orden de puntoacion alcan-
zada, con indicackon de su documento nactonal de identidad.

Los Presidentes de fos Tribunales enviaran una copia certificada
de la lista de aprobadus al Presidente del CSIC, especificande,
tgralmente, el namero de aprobados en cada uno de los gjescicios.

9. Preseniccidn de documenios v nembramientos
de funcionarios en practicas

4.1 En et plazo de veinte dias naturales a contar desde ¢f dia
siguiente 2 aguel en que s micieron poblicas las lisias de aprobados
en el tugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberdn
preseniar ¢n la Secretaria General del CSIC, Serrano, 117, 28006
Madrid, les siguientes dovumentos:

" 2) Folocopia compulsada del tiwle exigido o certificacidn
académica gque acredite haber realizado todos los estadios para ia
obtencion del 1itulo.

b) Declaracion jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expedicnte disciplinanio det servicio de ninguna Admi-
nistracion Piblica, ni hallarse inhatbilitade parz el ejercicio de
funciones piiblicas, sepin el modelo que figura come anexo 1V 2
esta convocatona,

¢) Los aspirantes gque havan hecho waler su condicion de
personas con minusvalias deberdn presentar certificacion de fos
organios competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
que acredite tat condicidn, e igualmente deberdn presentar ceriifi-
cado de los ciados drganos o de ia Administracién Sanitaria
acreditativa de la compathbilidad con el desempefo de las tareas y
funciones correspondienics.

9.2 la peticidn de destinos en cada especialidad por paric de
los aspiranies aprobados debera realizarse en el momento de
presentacion de los docurnentos a que se refiere Ia presente base.

9.3  Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presen-
tar los documentos expresados en Iz base anterior, podrad acredi-
tarse que se refinen las condiciones exigidas en la convecatoria
mediante cualguier medio de prueba sdmisible en derecho.

9.4 Quienes tuvieran la condicidn de funcionarios de carrera
estardn exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demds requisitos ya probados para obiener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificacion del Ministerio v Orga-
nismo del que dependicren para acreditar tal condicién.

Asimismo, deberin formular opcion por la percepcion del
sueldo que deseen percibir durante su condicion de funcionarios en
priciicas, € igualmente e personal laboral, de conformidad con lo
previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero.

9.5 Quicnes dentro del plazo fjado, v salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentacion, o del examen de la
misma se dedujera que carecen de algumo de los requisitos
sefialados en lz base 2, no podran ser pombradoes funcionarios en
practicas. v quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de ia
responsabilidad en gue hubieran incurride por falsedad en la
solicitud inictal.

9.6 Los aspiranies aprobados serdn nombrados funcionarios
en pricticas, enviandaose la relacion de los mismos al Subsecreiaric
del Ministerio de Educacién v Clencia, en la que se determinard la
fecha en que empezaran a surnir efecto dichaos nombramientos.
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10.  Periodo de prdcticas. Nombramienta de funcionarios
de carrera

10.1 Durante ¢) periodo de practicas los aspirantes gjercerin
las 1areas correspondientes a puestos de trabajo de su especialidad
bajolas E{)ervmon de los responsables de las Unidades correspon-
dientes. El periodo de précticas tendrd una duracion de tres meses,
y al final del mismo el responsable de la unidad a gue hubiera sido
adscrito ¢l funcionano en practicas, emitird un informe en el que
hard constar la calificacion de «apto» o «no apto» del aspirante,

10.2 Concluido ¢l proceso selectivo, quienes lo hubieran
superado serdn nombrados funcionaries de carrera, con especifica-
cion del desting adjudicado, por ¢l Ministro de Educacion y
Ciencia. No obstanie, en el supuesto de existir aspirantes en
expectativa de¢ nombramiento, éstos no podrin ser nombrados
funcionarios de carrera hasta ¢l momen1o en que se produzcan Jas
correspondientes vacantes dotadas presupuestariamente.

La toma de posesion de los aspirantes que hubieran superado el
proceso selectivo se efectuard en el plazo de un mes desde 1a fecha
de publicacién de su nombramiento, en el «Boletin Oficial del
Estado».

11. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella v de la actuacion del Tribunal, podran ser
impugnados en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Asimismeo, la Administracion podrd, en su caso, proceder a la
revisidn de las Resoluciones de los Tribunales, conforme a lo
previsio en Ja Ley de Procedimicnto Administrativo.

Madrid, 25 de marzo de 1987 -P. D. (Crden de 14 de mayo de
1986), el Presidente del CSIC, Ennque Trillas Ruiz.

ANEXO I
bimero
d= Tnstiiuto o Centrg de desting Especiatidad Tabenal
plazas

1 Instituto de Automdtica Industrial. Madrid ..., .. . |Informdrica ... .................. e 1
1 Instituto de Ciencia de Materiales. Madnd ... . ..., Instrumeniacion en Resonancia Magnética Nuclear.. ... 2
I Instituto de Ciencia de Materiaies. Sevilla......... .. [Electronica de lestrumentacidén......................... 3
{ Instituto de Fisica Corpuscular, Valencia .. ... ... ... Electrénica: Instrumentacién Nuclear ... ... .. . 3
1 Centro Nacional de Microelectrénica, Madrd ... . ... Instrumentacién en Microelectronica. .. ........ ... -..... 4
1 Centro Nacional de Microelectrénica, Barcelona ... .. Instrumentacion en Microelectrénica. .. ................. 4
1 Centro Nacional de Investigaciones Metalirgicas. )

Madrid ... ... . e Microscopia Electrénica de Bammido y Andlisis de Imagen .. 5
1 Instituto «Eduarde Torrojan. Madnd ... ... ... .. .. Técnicas Experimentales de Ensayo....... e 6
| Centro de Biologla Molecular. Madrid ... ... ......._. Proteccidm Radiol6gica ¥ Seguridad Biologica........... 7
| Centro de Biclogia Molecuiar, Madrd .............. Electromecdnica de Instrumentacion utilizada en Biologia

Biomedicima ... _....... .. .. 8

1 Centro de Biologia Molecular. Madrid............... Microscopia Electronica en Biologia. ... ............ ... 9
1 Centro de Investigaciones Biologicas. Madiid. .. ... .. Citometria de Flujo...._.................... ... 10
1 Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madnd .. ... Taxidermia . . ... . .. e 11
1 Insutuio de Ciencias del Mar. Barcelona.. ... ... .. Microscopia Electrénica de Barride en Ciencias del Mar 9
l Institute de Ciencias Marinas de Andalucia. Cidiz . . Instrumentacion..... ... ... ... ciiiniiieonns 2
| Instituto de Agroguimica y Tecnologia de Atlimentos.

Valencia ... ... ... . Planta Piloto. Tecnologia de Alimentos . ........ .. ..... 12
l Instituto de Productos Lacteos de Asturias. Oviedo . In;t;lac:oncs Pilclo pd.ra la elaboracion de Productos 0

cleos e e

1 Institute de Informacion y Documentacion en Ciencia

y Teenclogia. Madnd .. .. ... ... ............... Informatica .. ... . ... 1
! Instituto de Informacién v Documentaciéon en Huma-

nidades y Ciencias Sociales. Madod .. ............. Informatica. .. .......... ... . i 1
1 Centro de Calculo. Madnid .. ........................ Teleproceso . - . .o i 1
1 J()1-gar1izzu:ién Central (Guarderia), Madnd . .. .... .. |Coordinador {Guarderia) ... ... ... . . ... ...... .. ....... L3

Tiwclacién: Estar en posesion de la titulacion del grupo B del
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas parz la
Reforma de la Funcién Piblica.

ANEXO I
ESPECIALIDAD: «INFORMATICA®

1. Evolucién del proceso de datos. Evelucién histérica. Gene-
raciones de ordenadores.

2. Imtroduccién al proceso de datos. Datos e informacién. Via
que sigue un dato,

3. "Partes de un ordenador. Unidad Central de Proceso, Lista
de periféricos,

4. Periféricos. Tipos. Caracteristicas.

5. Sistemas operativos. Conceptos. Funciones.

6. Lenguajes. Compiladores e intérpretes. Alto y bajo nivel.
Caracteristicas y funciones.

7. Archivos. Tipos. Caracteristicas. )

g Tiemno real ¥ tiempo compartido. Modalidades. Caracte-
risticas,

9. Memoria virtual, Direcciones virtuales, Mapping, Ventajas

y desventajas.
10,  Teleproceso v redes.

11. Bases de datos.
12, Procesamiento de textos.
13. Programacion. Basic, Fortran,... Estructurados: Pascal, C.

14, Inteligencia anificial, LISF, PROLOG, .

15. DCLy proced:m:ento de comandos. Desarrollo de proce-
dimientos de comandos. Conceptos. Nombres 15gicos. Simbolos.
Simbolos y funciopes léxicas.

16. Editores (EDT). Tipos. Manejo.

17.  Autorizaciones de usuarios (UAF > ). Entrada al sistema.
Alias de usvarios, Bajas de usuarios. Manejo,

18, Parametrizacién del sistema. Parimetros. Generacitn del
sistema SYSGEN. Procedimiento AUTOGEN,

19. Gestion de colas, Colas de devices, Colas de batch.

20. Librerias. Tipos. Marejo.

21 Instalacwn e soft (INSTALL >).

{faarrancada del sistema (SHUTDOW AND STAR-
TUP) Arranca independiente de la instalacién SSTARTUP)‘
Arrancada especifica de la instalacion (SYSTARTUP), Parada del
sistema.

23. Contro! de recursos. Limites del proceso. Prioridades.
Privilegios. Accounticg.

24. Seguridad del sisiema. Protecciones, Especificacion de la
UIC., Especificacién de proteccidn. Proteccién de ficheros. Protec-
cién de volimenes estructurados. Proteccién de periféricos ne
estructurados. Proteccidn en procesos. Proteccion del sistema.

25. Stand-zlone. Generacion de cassetes de stand-alone (Sta-
bakikt), Copias del sistema con stand-alene,

Mantenimiento de ficheros y volimenes piblices. Bac-
kups. Volimenes de sistema, de usuario y volimenecs-conjunto.
Formateado de discos. Inicializacién de volimenes piblicos. Mon-
taje de volimenes publicos.
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Copias de seguridad. Backups. Administracion de volumenes.
Expiracion. cuctas.

27, DECNET.

28. Soft no digital para el VAX,

29, Uilidad de DEBUGGER.

30. Uilidades de PHONE, MAIL v SHORT/MERGE.

ESPECIALIDAD: «INSTRUMENTACION DE RESONANCIA
MAGNETICA NUCLEAR®

Radiacidn electromagnética y espectroscopia.
Interaccidn radiacién electromagnética-materia,
Espectroscopia de absorci6n. )
Principios basicos dc 12 espectrgscopia RMN.
Sintetizadores de radiofrecuencias.
Generadores de pulsas,
Sistemas de modulacion,
Amplificadores de radiofrecuencias. )
Circuitos respnaniss. Adeptacién de impedancias.
Filtros {paso baia, paso banda, paso alia).
Imanes superconductores. Generalidades.
Deteccion de la radiacidn electromagnética.
Amplificadores operacionales. Aplicaciones.
Fuentes de alimentacion, Rectificacidn y regulacion.
Convertidores A/D, D/A. ]
16. Ruido. Métodes de mejorar ef cociente senal/ruido.
17. Transformada de Fourler en espectroscopia.
18.  Andlisis cuantitativo. Generalidades.,
19. Teorfa general de errores. Tipos vy evaluacién.
20, Andlisis estadistico de dawos.
21. Regresitn lincal en sistemas bivanantes.
22, Ajuste por minimos cnadrados. )
23, Microprocesadores vy microordenadores en instrumenta-
Cién.
24. Llenguajes de programacion: Assambler, Fortran, Pascal.
Basic.
25, Memorias digitales.
26, Almacenamiento de datos: Manipulscién de ficheres,
recuperacién y volcade,
27. Descripeion general de un microordenador.
28 inwerfases de entrada y salida
28 Osciloscopios. Aplicaciones,
30, Dispositivos de presemntacion de datos: Plotters, impreso-
ras, unidad de disco ...

v 1 D00 OV g L P
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EsPECIALIDAD: «ELECTRONICA DE INSTRUMENTACIONY

1. Currienwe continoa. Tensidn, intensidad y potencia. Ele-
memos de circuito en cc. Asocieciones serie-paralelo.

2. Corriente alterna. Frecuencia, valores eficaces vy de pice.
Sennles senoidales y no senoidales. Elementos de circuito en ca.
Asodiacionas serie-paralelo.

3. Corrientes alternas monofisicas ¥ polifiisicas. Tomas de
tierra. Estabilizacion. Filtros de ca. Instalaciones de distribucion
para laboratonos.

4. Semiconductores. Tipos de semiconductores. Unidn p-n
dindos rectificedores, Schotiky y Zener.

5, Transistores de union. Transistorss de efecto campo (JFET
v MOSFET). Transistores MESFET de arseniuro de palio.

Amplificadores transistonzados, Montajes emisor comuin,
base comin v coleclor comin. Montaje en cascada, Polarizacion cc
de transistores.

7. Amplificacidén de potencia. tipos de amplificacién. distor-
sidn. Arnchos de banda en peguefia sefial v potencia.

8. Fuentes conmutadas. Fuente rcductora {BUCK), elevadora
(BOOST), inversora {BLUCK-BOOST) v PUSH-PULL. Ventajas ¢
ERCORVERICHLES,

9. Fuentes de alimentacidn cc. Rectificacién y filirado. Fuen-
tes estahilizadas: Ruido, impedancia de salida, esiabilidad a corto
y largo plazo, rizado.

10. Folimetros analégicos: Estructura y caracteristicas. Cali-
bracién v ajusie. Mantenimiento.

11, Osciloscopios. Tubo de imagen. Amplificacién vertical y
horzontal. Base de tiempos. Ajuste y manlenimiento.

12. Circuitos digitales. Tecnologias basicas TLL vy COMOS.
Puertas basicas. Tablas de verdad. Biestabies RS y J-K. Contadores
BCD y binarios.

13. Polimetros digitales. Caracieristicas, ajuste y manicni-
miento.

14, Osciladores. Osciladores BF. Puentes de Wien, Osciltado-
res R¥. Osciladores de iaboratonio, Distorsion y estabilidad,

15. Medidores de RLC. Puente de Wheatsione. Extensome-
1z, Aplicaciones en calibracidn.

16, Amplificacion electronica, Amplificacion  operacional.
Amplificacién completa. Modos comun y diferencial. Caracterist-
cas de los operacionales, Compensacion.

17. Comparacion electronica. Comparador. Amplificador
comparader: Calculo % caracieristicas: Disparadores.

18. Conventidor frecuencia/tensidn. Ancho de banda, Capta-
dores de impulsos. Convertidor tensidn/frecuenciz. Ganancia.
Codificadores,

19. Convertidor analdgico/digital. Muestreo. Muitiplexado
temporal. Sampling hold. Tipos de convertidores A/D. Formatos
de entrada y salida. Tipos de convertidores DfA.

2 Modulaciér, Modulador de amphitud. Modulador inte-
grado. Modulador de dobie banda lateral. Modulacidén de frecuen-
cia ; de fase.

1. Control anaslogico. Alimentacién. Control proporcional.
Conirol integral. Control derivativo. Control PID, Caracteristicas y
cstabiiidad.

22, Conirol digital. conexién de periféricos a ordenador.
Conexidn de é)uertas en paraleio y ep scrie. Buses de control
normalizado, Bus IEEE 488 (GP-1B). Bus CAMAC.

23, Microprocesadores. Memonas ROM v RAM. RAM dina-
mica. Circuitos de puertas en paralelo {(VIAS-PIAS). Buses basicos
det sistema microprocesador.

24. Periféricos del ordenador. Interfzses seric vy paralelo.
Compatibitidad,

25, Sensores. Tipos de sensores (lemperatura, presidn, campao
magnético, ...J. Acondicionamiente de senal, Excitacion. Preampli-
ficaciGn v Hrealizacion,

26.  Adguisicion de datos. Multiplexado. Digitalizacion. Alma-
cenamiento y proceso de sehales digitales.

27. Radiofrecuencia. Amplificacién de pequeia sefial y de
potencia. Adaptacion de impedancia. Excitadores de plasma.

28. Onwelecirénica. Diode LEED. Diodo ldser. Fibras opli-
cas. Fotoacopladeres. Aislamiento v transmision.

29. Normalizacion vy metrotecnia. Elementos patron eléetri-
cos. Sistemas de calibracién. Normas de especificacion y procedi-
mienio.

30, Sezpundad en laboratorios. Seguridad eléctrica; baja y ala
tension. Sistemas de vacio y alia presion. Radiaciones lonizantes.
Daosimetria v Himites de tolerancia. Radioproteccién,

ESPECIALIDAD: «ELECTRONICA: INSTRUMENTACION NUCLEAR»®

Componentes electronicos pasivos,

E} transistor bipolar.

E! mransistor de electo de campo,

Amplificadores monoetapas y multietapas.

El amphficador opcracional.

Aplicaciones del amplificador operacional.

Filtros activos.

Fuentes de alimentacidn, rectificacion y regulacion.
Canversares DAL

. Conversares A/D.

1. Ruido electrénico.

2. Memorias vy circuitos programables: PROM, EPROM vy

et D oAl A R b

13. Memorias digitales vivas: RAM estatica y RAM dindmica.
14, Microprocesadores. Arguitectura. Lenguajes.

15. Circuites integrados, fabricacion y caracterisiicas.

16. Familias de circuitos TTL y ECL: Comparacién de presta-

i7. Circuitos digitales: Puertas logicas,

18, Instrumentacidn nuclear: Légica NIM y médulos.
19.  Preamplificadores en instrumentacién nuclear.
20, Amplificadores en instrumentacién nuclear.

i. Dascriminacion de sedales analogicas.

22, Conversores ATMXC v TDC en instrumentacién nuclear.
23. Tubos de vacio. Fotodiodos. Footriodos.

24 Fotomufiiplicadores.

2% La norma CAMAC.

26. Interfases CAMAC. Funciones CAMAC.

27. El protocolo FASTBUIS,

28. Deteccién de particulas cargadas.

29, Detectores de fotones: Medida de la energia.
30, Sisiemas de coincidencia y anticoincidencia.

ESPECIALIDAD; «INSTRUMENTACION EN MICROELECTRONICAR

Amplificadores operacionales.

Ruido en medidas.

Medida de bajas corrientes y tensiones.
Convertidores D/A v A/D.
Trapsmisiones de sefigles binarias, Buses.
Transmisiones de sefiales analdgicas.
Maguinas de 1est 2 puntas.
Interferdmetros.

. Rugosimetras,

16. Medida de temperaturas,

1t. Hornos para tratamiento ¥rmico de semiconductores.

Prn b by =
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12, Equipos de vacio.

13, Medidas de vacio.

14.  Microscopio dptico.

15. Microscopio SEM.

16, Utilizacién del SEM para VC, ERIC y otras aplicaciones
en circuitos integrados.

17, Instrumentacién para anilisis con SEM: EDAX, micro-
sonda, ete,

18. Microscopio TEM.

18, Ingenieria inversa.

20,  Proteccién frente 2 la red. Estabilizacion y microcortes.

21,  Microlitografia.

22. Protocolos de transmisidn: RS232, TEEE 488,

23, Resistividad por ¢l método de 4 punios.

24, Puentes de medida.

25, Instzlaciones de instrumentacidn sensible 2 vibracion y
radizciones.

26. Computadores.

27, Inswumentacidn para mangjo y conirol de gases,

28. Electrovilvulas y manicbra electroneumatica.

29. Soluciones de lavado y ataque para preparacién de mucs-
1ras,

30. Técrnicas de andlisis quimico.

ESPECIALIDAD: «MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO
Y ANALISIS DE IMAGEN»

1. Fundamentes del migroscopio electrénico de barrido.
. 2. Sciales electrénicas generadas en el microscopio electrs-

nico de barnde.

3. Técnicas de observacidn con el microscopio electrénico de
barrido.

4. Preparacién de muestras para microscopia de barrido en el
campod inorgdnico.

5. Fundamentos de la microsonda.

6. Generacion de rayos X en la microsonda.

7. Deteccién de rayos X en una microsonda.

8.  Microanilisis cualitative: Dispersidn de longitud de onda y
de energia.

9. Posibilidades y limitaciones de la técnica de dispersién por
longitud de onda.

10. Posibilidades y limitaciones de {a técnica de dispersion de
cnergia.

11. Microanilisis cuantitativo.

12, Correccin de resultados microanaliticos.

13, Caracterizacidn de patrones para microandlisis,

14. Uulizacion de programas automdticos para microanalisis
cualitative.

15, Utilizacidn de prograrnas automdticos para microandlisis
cuantitativo,
16, Preparacién de muestras para microanslisis en el campo
inoTEAnico.

17. Laboratorio de microscopio electrénice de barrido. Requi-
sitos de instalacién,

18, Mantenimiento de un microscopio electrénico de barndo.

19. Condiciones operativas en un microscopic electronico de
barrdo.

20. Realizacién de microfotografias. Factores a controlar.
Perturbaciones, causas y soluciones,

21. Aplicaciones del microscopio electrénico de barrido en
Metalorgia.

22. Fundamentos de un analizador de imagen.

23, Proceso digital de imagen.
, 24. Principales aplicaciones del anglisis de irnagen en Meta-
urgia,

25, Pardmetros d: medida dc objetos, de campo y de cucrdas
en un analizador de imagen.

26. Proceso de segmentacion y preparacién previa de la
imagen.

27. Técnica combinada de microscopio electrénico de bvarrido
y aniiisis de imagen.

28, Requisitos y limitaciones de la preparacién de muestras
para la 1écnica de andbisis de imagen,

29, Bases de datos,

30. Lenguajes d¢ programacion,

EcPECIALIDAD: «TECNICAS EXPERIMENTALES DE ENSAYO»

I, Material y maquinaria para la ejecucion de ensayos.

2. Mantenimiento, manejo y disposicién de] malterial para la
ejecucidn de ensayos.

. Tipos ce gnsayo, Materiales a enseyar, probetas y disposi-

cién de los elementos a ensayar.

4, Definicidon de probetas y moldes para hormigon

5. Preparacién de las probetas, acebado superﬁgcial y refren-
1ado. Tipos ¥y conservacién,

6. Ensayos sobre probetas de hormighn: A compresidn, flexion
¥ ensayo indirecto de traccidn. Disposicidn de los mismos.

7. Duosificacion de hormigones para los distintos ensayos.

8. Puesta ¢n obra del hormigén. Curade ¥ control,

9. Ensavos de waccidon de armadurus.

10. Doblado de armaduras para la preparacion de elementos
de hormigén armado. Ensayos.

11, Ensayos de armaduras para viguetas armadas.

12, Ensayos sobre viguetas sometidas a esfucrzo cortante.
Fjecucion v orocedimiento, Interpretacién de resultados.

13. Ensaycs sobre viguctas sometidas a momento flector.
Ejecucion v procedimiento, Interpretacion de resultados.

14, Ensayos sobre forjados sometidos a esfuerzo cortante,
Ejecucidn v procedimiento. Interpretacion de resultados.

15. Ensayos sobre forjados sometidos a momento flector,
Ejecucian y procedimiento. Interpretacién de resultados,

16. Ensayos de adherencia de barras corrugadas 21 hormigon.
Definicidn de vigoetas. Fundamentos. Requisitos e interpretacion
de resultados.

~17. Ensayos de adherencia. Trabajos previos. Disposicién y
ejecucion del cnsayo.

18, Ensayo de permeabilidad al aire del hormigén. Disposi-
cién del mismo.

19, Enszyo de permeabilidad a! aire del hormigdn. Obiencion
de datos, Inlerpretacién de resultados.

20. Ensayos sobre tubos. Distintos tipos. Disposicién del
ensayo seplin el elemento a ensavar, Aparatos de medida.

21. Deteccion de armmaduras en el hormigén. Ensayos no
destructives del hormigén mediante ultrasonidos. Ensayos «in
sil» y toma de datos. Aparatos empleados.

22, Preparacién de ensayos singulares, Disposicién de capta-
dores y fg)arutos de medida en funcién del ensayo.

.23, Ensayos dindmicos de elementos estructurales. Disposi-
c1on de los mismos.

24. Tarado de prensas, gatos y aparatos hidrdulicos de carga.
Células de calibracion de mercurio; Manejo v preparacién.

25. Calibracidn de cédulas electrénicas. Lincalidad y conside-
raciones de histéresis.

26, Mcdida de tensiones y deformaciones en el hormigdn.

27, Aperaios mecanicos d};e medida de deformaciones.

28, Mecida electronica de deformaciones.

25, Instrumentacidn clectronica empleada en los ensayos de
carga, destructivos y no destructivos.

30, Medios informdticos aplicades a la realizacién de ensayos.

EsPECIALIDAD: «PROTECCISN RADIOLOGICA
¥ SEGURIDAD BloLOGICA»

1. Conceptos fundamentales de fisica nuclear. Propiedades del
nicles atomico, Radiactividag.

2. Interaccign de las radiaciones ionizantes con la matcria.
s 3. Magnitudes y unidades radioldgicas. Actividad. Exposicién,

Q5is.

4. Deteccidn y medida de las radiaciones ionizantes.

5. Formacién y caracteristicas de los rayos X, Aplicaciones en
biclogia molecular.

6. Interaccién de las radiaciones ionizantes con las células
vivas.

7. Efectos de Jas radiaciones ionizantes sobre el organismo
humano.

8. Valores recomendados en la exposicién a radiaciones loni-
zantes.

9. Dosimetria y vigilancia de la salud de los trabajadores
expuestes 8 radiaciones Jonizantes. o .

10. Orgenizacién de la proteccion radioldgica en laboratorios
de investigacién biologica.

1l. Manipulacion de fuentes no encapsuladas en laboratorios
de investigacion biolGgica.

12. Contaminacidon radiactiva. Pracesos de descontaminacidn.

13. Almacenamiento y gestion de residuos radiactives genera-
dos en instalaciones radiactivas de laboratorios de investigacidn
biclégica.

14, Vipilancia radicl6gica en accidentes. Planes de emergencia
y procedmnientos de actuacidon en instalaciones radiaciivas de
[aboratorios de investigacién biologica.

15. Caracteristicas de los principales radionucleidos utilizados
en biologia molecular,

16, Proteceién radiolégica en las técnicas de marcaje «in

vivow e «n Vitron,

17, Caracteristicas fundamentales del disefio de instalacién
radiactiva en laboratorios de investigacion bioldgica.

18. Instalaciones radiactivas en laboratorios de investigacién
Eio!dgica. Procedimientos administrativos para la puesta en mar-
cha.
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19, Gestién y procedimientos para la obtencién de licencias de
Supervisor v Operador de instalaciones radiactivas. Funciones
especificas.

20. Legislacién espafiola sobre seguridad nuclear v proteccion
radiologica. Ley sobre Energia nuclear. Reglamento sobre instala-
ciones nucieares y tadiactivas.

21. El Reglamento sobre proteccion sanitaria contra las radia-
ciones lonizantes.

22. Normas sobre trabajos con resgos especiales en ta Orde-
nanza de Seguridad e Higiene en ¢l Trabajo. Directivas y Recomen-
daciones de las Comunidades Europeas sobre proteccion radiold-
gica y riesgos biolégicos.

3): Proteccion en la utilizacién de radiaciones ultravioleta y
ultrasonidos, .

24. Oreanizacién v normativa del Servicio de Seguridad
Biolégica en laboratorios de investigacion biolGgica.

25. Clasificacién de los laboratorios con riesgos bioldgicos.

26, Cabinas de seguridad bioldgica y los sisiemas de extrac-
cidn localizados en laboratorios. ]

Caracteristicas fundamentales del provecta de laboratorios
hiosepuros.

28, Organizacion de la prevencion en laboratorios de biosegu-
ridad.

29, Descontlaminacion y eliminacion de muestras biologicas.
Equipos y material de bioseguridad,

33. Planes de emcrgencia en laboralorios de bioseguridad.
Procedimientos de actuacidn.

ESPECIALIDAD: «ELECTROMECANICA DE INSTRUMENTACION
LTILIZADA EN BiOLOGIA ¥ RIOMEDICINAR

1. Elementos esenciales en un taller de mamienimiento, hemra-
mienias, equipos de medida y dispositivos de comprobacion,

2. Oscilggralo, digitalizador v memonz. Deteccidn de transi-
10108,

3. Ruido, sus fuentes, méiodos para mejorar 1a relacidn sefial
a ruido. . .

4 Instajacidn de puesta & tierra, apantallamiento v antiparasi-
1aje.
) 5. Generadores de schiales y fucntes de alimentacion,

6, Medida, regulacién y control de pardmetros fisicos, Dispo-
sitivos asociados, st influencia en las especificaciones técnicas de
los instrumentos.

7. Motores eléctricos, tipos mds usuzles en los instrumentos.

8. Reguelacién de velovidad. Convertidores AC/DC y DC/AC

9. Sistemas de posiciocnamiento, moiorcs paso a paso.

10. Amplificadores operacionales ¥ su utilizacion en la instru-
mentacion.

11. Convertidores andlogico-digitaies y digitales-analtgicos.

12.  Optoacopladores, aplicaciones.

13, Servomecanismos, sisternas bdsicos de control.

14. Medida de temperatura, scnsores (érmicos por radiacion ¢
conduccion.

15, Sistemas termostatizados, condiciones de recinto, control
de temperatura.

16, Control v medida de humedad.

17. Sistemas de refrigeracién en instrumentacion.

18. Temporizadores, electromecinicos y elecironicos,

19. Fuentes de alimentacién para electroforesis, problemética
v sisternas do segundad.

20, Monocromadores, control

21. Sisternas de control de
formadores de gradientes.

Sistemas de vacio, medida y control,
dadzs. Ultracentrifugas, diagrama de bloques, sistemas de seguri-

24. Rotores, equilibrio y deteccion de desequilibrio,

25. Sistemas de control de velocidad y aceleracidn en ultracen-
trifugas, importancia de a estabilidad.

26, Contadores de centelleo, circuitos bdsicos, métodos de
transports ¢ muestras.

27. Coleciores de fracciones e inyectores automaticos.

28. Regstradores grificos.

29, Incubadores de células de atndsfera controlada.

310, Esterilizadores sccos y hdmedos.

relacién de longitud de onda.
ujo ¥ presiGn para liguidos

EsPECIALIDAD: «MICROSCOPIA ELECTRONICA EN BIOLOGiA»

1. Fundamentos de microscopia electrénica.
2. Componentes bdsicos del microscopio electrénico de trans-
misIOn ¥ su mantenimicnto,
3. Componentes bdsicos del microscopio electrdnico de
bharrido v st mantenimienio.
4. Manejo v entretenimiento del microscopio electrénico.
5. Organizacion del trabajo en un Servicio de Micrascopia
Elzctronica,

6. Infraestructura de un laboratoric de microscopia electrs-
nica para muesiras biolagicas,

7. Sistemas de vacio empleados en el laberatorio de microsso-
pia electrénica,

La fotografia cientifica en microscopia electrénica,

8. Compoenentes y entretenimiento de la camars oscura en ef
laboratorio de microscopia clectronica,

10. Evaporadores: Componentes basicos use y entreteni-
miento.

1t. Histonta de la microscopia electronica.

12. Detaccidn y correccion de los problamas mas usuales en a
obtencidn de microfotografias.

13. Problemas del material bicldgico en microscopia electrd-
nIwa,

t4. Fijacion de muestras biologicas.

[5. Inclusién en resinas para ultramicrotomia,

16. Resinas cspeciales para inclusion a baja temperatura.

17. Criofjjacién y croultramicrotomia,

18, FEi seccionado de muestras incluidas,

19, Contrastado por lincién.

20. Contrastado por recubrimiento metalico.

21. Crefracturz y criosecado.

22. Criomicroscopia electronica.

23, Citoguimica en microscopia etectronica.

24, Inmunomicroscopia ¥ marcadores electron-denses.

25.  El oro coloidal como marcadot. )

26. Microscopia de écidos nuckeicos por extensidn ¢on protei-
nas basicas,

27. Microscopfa de deidos nucleicos par extensiones de protei-
nas bdsicas,

28. Preparacién de soportes para microscopfa electrénica de
maicrial biolggico.

29. Mejoramiento de imdgenes en microscopia electranica.

30, Reconsuruccion iridimensional en microscopia elecird-

ICE.

EsPeEciaLiDAD: «CITOMETRIA DE FLUIOR

1. Fluorescencia y fosforescencia, Principios bésicos.

2. Fendmenos de dispersién de la Juz. Su utilizacidn para el
estudio de particulas en suspensién.

3. Propiedades guimicas de los fluorocromeos.

4, Fspeciroscopia de fluorescencia.

5. Polarizacion de la luz. Polanzacion de flucrescencia y
anisoiropia.

6. Transferencia de encrgia. Medidz de distancia entre cromd-
forgs por eficiencia de transterencia de energia.

7. Fluorescencia intrinseca ceiular. Cromoforos naturales.

8. Laseres.

9. Componentes de un citometro de flujo

10. Ventajas e inconvenientes de la cijometria de flujo.

i1, Citometros de {lujo comerciales. Caracteristicas,

12. Pardmetros celulares medibles con un citdmetre de flujo.

12, Almacenamiento de dalos en un citémetro de flujo.

14, Representacidn de parametros celulares en histogramas bi
v tridimensionales,

15, Estudio del ciclo celular de la célula. Fases Gy, Gy, M y S.

16, Separacion de poblaciones celuiares mediante citomctria
de flyjo comparativa.

F7. Antigenos de diferenciacion de leucocitos. Andlisis de
subpoblaciones feucocitarias medianic citometria de flyjo.

18. Anticuerpos monoclonales.

19. Marcaje de anticuerpos con fluorecromaos.

20, Separacion de c€lulas en distintas fases del ciclo celular.

21. Citotoxicidad dependiente del complementa,

22, Citometria de flejo en ultravioleta cercano. Utilizacion de
colotantes vitales.

23. Andlisis de cromosomas mediante cilometria de flujo.

24, Estudio de la integridad de la membrana celular.

25 Inmunofluorescencia directa e indirecta.

26, Técnicas de doble marcaje fluorescente en citometria de

27. Citometriz de flujo de doble laser. Aplicaciones.
28. Determinacion de intensidades de fluorescencia en escalas
lineales y logaritmicas. Equivalencias,
Citometria de fiujo para andlisis rutinario de alteraciones
linfoproliferativas.
Técnicas de tincién de oélulas con fluorocromos para
citometria de fiujo.

EsPECIALIDAD! «TAXIDERMIA®

1. La Constitucién Espafiola.

2. Legislacién espafiola sobre especies protegidas,

3. Pwocumentacidn internacional sobre especies en peligro de
extincin.

4. Legislacién espafiola sobre el Patrimonio Cubtural,
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8. Reglamento de Muscos de titclandad estatal y del Sistemna
Eupafiol de Museos,

6. Ewvolucidn histdrica de la taxidermia.

7. Orizgen de los Museos de Ciencias Naturales: El Museo
Nacicnal de Ciencias.

8. Perspectivas historicas y funciones en ia acwualidad del
Taxidermista en un Museo de Ciencias Naturales.

. Los principales grupos de mamiferos.

10. Los pnaocipales grupos de aves.

11. Los principales grupos de peces, anfibios y reptiles.

12, Caraceristicas gensrales ¥ grupos principalss de insectos,

13. Iovertebrados o insectos.

14, Técnicas de captura, preparaciSn en el campo y transporte
al laboratoric de peces, anfibics y repiiles.

15, Técnicas de ceptura, preparzcidn en ¢l campo y transpoite
al lzhoratoric de mamiferos y aves.

16. Técnicas de captura, preparacidn en el campo y transporte
a! laboratorio de invertebrados,

17. Técnicas de montaje para exhibicién de peces, anfibios ¥
repliiey,

18. Técnicas de montaje para exhibicion de mamiferos.

19. Técnicas de montaje para exhibicion de aves.

20, Técnicas de preparacién de esqueletos de vertebrados para
su esiudio v cxhibicion al pablico,

21, Técricas de momaje y exhibicién de invertebrados.

22, Técnicas dr mantenimiento ¥y restauracién de peces, anfi-
bios ¥ reptiles.

Zi écnicas de mantenimiento y restauracion de mamiferos
¥ aves.

24, Técnicas de mantenimiento y restauracién de jmsectos.

235, Realizacion de moldes y modelos para su exhibicidn.

26. Nuevas técnicas empleadas en taxidermia.

27. Realizacion de dioramas: Técmicas de reproduccidn de
hdbitat.

28. Materiales, productos ¥ herramientas mds willzados en
taxidermia.

29, Condiciones ambientzles en las vitrinas.

10, Condiciones de ventilacién e lurninacion de un laborato-
rie de taxidermia. Otras condiciones necesarias,

EsrFECIALIDAD! «MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO
EN Clencias DEL MaRr»

1. Microscopia electrénica, Resefia historica,

2. FEstado actual de la microscopiz electrénica. Campos de
aplicacidn,

El microscopio dptico. Conceptos generales,

4,  Aplicaciones del microscapio dptico,

5. El microscopio electrdnico de transmision (TEM). Congcep-
108 &cneralcs.

Aplicaciones del TEM,

7. El microscopio elecurénico de barride (SEM). Conceptos
generales.

8. Generacion del haz electrénico: Tipos de fuentes, caracte-
risticas v aplicaciones.

9. Interaccién del haz electronico-espécimen: Carccteristicas y
aplicaciones.

10. Diversas formas de operacion: Tensidn de aceleracion,
WD, etc.

I1l. Sistemz de fotografia.
12. Sistema de vacio.
13, Tipificacién de anomalias en imagen.
14, Instslacién del SEM y laboratorio complementario.
.15, Mantcaimiente del SEM y de¢l laboratonio complementa-
rio.

16. Anglisis con EDS.

17,  Andlisis con WDS.

18.  Apdlisis de imagen.

16, Obtencién dz muestras en caimpafias marinas.

20. Técnicas de fijacién.

21, Secade de muestras al punto critico,

22. Criotécnicas.

23, Montaje de muestras,

24. Técnicas de metalizacién,

2% Observacién de muestras sin metalizar, Técnicas,

26.  Aplicaciones en geologia marina.

27. Aplicaciones en recursos marinos.

28.  Aplicaciones en ¢| estudio de los otolitos.

29.  Aplicaciones en ¢l estudio del fitoplancion,

30. Aplicacicnes en ¢l estudic de! zooplancton.

ESPECIALIDAD: «INSTRUMENTACION®

1. Instrumentacién en el analisis quimico.
2, Amplificadores operacionales.
3. Dispositivos de lectura de la salida de los instrumenitos.

4. Digitalizadores.

5, Computadores.

6. La radiacion e¢lectromagnética.

7. Imteraccién de la rzdiacion electromagnética con la matema.
8. Emisién de radiacién.

9. Componentes de los instrumentos para espectroscopia
1Ca

10, Seleccién de longitud de onda, monocromadores.

11. Deteceidn de radiacidn.

12, Especiroscopia dz absorcién, generalidades.

13, Especiwroscopia de absorcidon en la regidn uliravioleta y
visible.

14, Espectroscopiz de absorcidn infrarroja.

15, FEspectrescopia de fluorescencia molecular.
16. Espectroscapia atomica. Generalidades.
17. Espectroscopia de absorciéon atomica.

18. Refraciometria.

19. Métodos analiticos redioquimicos.

20. Métodos potenciométricos, medida del pH.
2i. Mérodos €rmicos.

22, Cromatografta, Generalidades,

23. Cromatografia liquida

24. Cromatografla de gases.

25.  Electroforesis.

26. NMaturaleza general del proceso fotogrifico.
27. Microscopia optica.

28. Sistemas de refrigeracion.

29, Sistemas de vacia.

30, Liofilizacion,

ESPECIALIDAD: «PLANTA PiLOTO. TECNOLOGIA DE ALIMENTOSH

1. Disario de una planta piloto para frutes y hortalizas.
Materiales de construecidn, agua, energia, iluminacién y ventila-
cisn.

2. Instalaciones eléctricas. Centro de transformacidn; Elemen-
tos fundamentales. Lineas de baja tensién. Pucsta a tierra, dileren-
tes materiaies y sistemas cmpleados,

3. Iuminacion. Alumbrzde interior: Cilculos. Diferentes
tipos de iluminarias. Alumbrado de emergencia y sefalizacién,

4. Corrosién de instalaciones: Su proteccién. Instalacion de
distribucién de pases, vapor y agua. )

5. Conservacion por tratamientos térmices. Deiinicion de
«esterilizacién comercialbs, )

Penetracién de calor en el alimento envasado: Mecanismos y
factores que influyen. Punlo o zona critica: Influencia de la
paturaleza del alimento.

6. Equipos para lz2 medida experimental de la temperatura:
Termometros, sandas con hilos y sistemas de transmisién sin hilos,

7. Autoclaves: Elementos esenciales dz un autoclave tipo.
Mznejo del autoclave.

8. Esterilizacién. Tipos: a) A vapor; ¥) a vapor con sobrepre-
sién de aire; ¢) con 2guea v sobrepresién de aire.

Otros sisternas de esterilizacién: Discontinuos y continuos,
estiticos y con agitacidn. Hidrostdticos. Con ama,

Deshidratacion de alimentes. Fundamentos y objeto.

10. Propiedades del aire htimedo; Humedad absolnta; hume-
dad relativa, densidad, calor especifico, entalpia, temperatura de
rocio. temperatura himeda y temperatura de saturacidn adiabdtica.

11, Diagramas pzicrométricos de Grossvenor y de Mgliter,
Aplicaciones,

12. Determinacion del contenido de bumedad del aire: Higrs-
metros ¥ psicrémetros. Sélidos higroscopicos. Propiedades: Hume-
dad totzl y de equlibno.

Mhétodos de determinacidn del contenido en humedad: Directos
¢ indirectos.

13. Clasificacion de los equipos de¢ secado. Caracteristicas
generales, . . i ]

14. BSecaderos de conveccion: Anmarns, tunel, cinta, cnta-
cabeta, neumdtices, lecho fluido. ) )

15. Atomizacidn con aire caliente y con aire ambiental deshu-
midificado.

16. Secaderos de conduccién: Rodillos simples, dobles y
gemelos, . )

17. Secado por sublimacién Fundamentos. La congelacion
previa. Produccion de vacio. Transmision de calor. Determinacion
del punto final,

i8. La concentraciéo en Tecnologia de Alimentos. Sistemas
de concentracién. Concentracidn a presidén atmosférica y al vacio.

19. Tipos de concentradores mas utilizados en tecrologia de
alimentos. Concentradores de simple pase y varias etapas, tipa
TASTE. Concentradores de superticie barrida. Concentrador de
placas APV, Concentradores centrifugos.

20. Concentraciébn con recuperacion de aromas.

21. Concentraciér por frio. Fundamentos. Operaciones funda-
mentales: Cristalizacion y separacidn.
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22, Pasterizacidn de zumos de frutas: Eqeipos utilizados.

23, Envascs parz alimentos, Caracleristicas gencrales de log
materiales de envase, Manipulacion de envases.

24, Envases metdlicos: Caracleristicas pencrales. Hojalata:
Constitucidn y propiedades. Barnices. Tipos ge eTIVASES.

. . Cerrado de envases metdlicos. Cierre doble. Métodas de
tnspeccidn de ciertes, Corrosion interna de los envases metalicos.

2%, Envases de vidrio. Compesicion v propiedades del vidrio.
Tecnologia de! envasado con tarros de vidrio.

27. Nociones generales basicar sobre refrigeracion. Fluidos
refrigerantes v sus caracteristicas: Zonas de aplicacion, Méaguinas
tngorificas: Circuitos de refrigzracién.

28, Condensadores: Tipos de condensadores. Evaporadores:
Tipos de evaporadores.

13, Aislamiento de los friporificos. Caracteristicas de los
materiales utilizados: Puertas y suelos en Jos almacenes frigorificos.

36.  Congelacién. Métodos generzles de congelacion d¢ alimen-
tos. Ventajds ¢ inconvenientes.

EsPECIALIDAD: «lNSTALACIONES Pi1.oTo PARA LA ELARDRACION
bt Propuctos LAcTEOSY

1. Aspectos fisico-quimicos de la Jeche. Composicion, Dife-
reccias en la composicion debidas a la raza, alimertacion, estacion,
periodo de lactacion, etc.

2. Propicdades fisicas de la leche.

3 Agzucares. Lipidos. Composician y propicdades.

4. Proleinas. Sales minerales. Enzimas., Vitaminas, composi-
cidn y propiedades. :

5. Los microorganismos de la leche. Orgen v accion.

6. Efectos de los diversos tratamienios {agitacion, iransporte,
centrifugacion, filtracidn y refrigeracién) sobre las caracleristicas
microbinldgicas de la leche.

7. Tipos de productos elaborados en 1a industria ldctea.

8 IniercamMmadores de calor utilizados en {a industria tictea.
Tipos v caracteristicas. -

9. Homogeneizadores utilizados en lo industria lactea. Tipos v
caracieristicas.

). Separadores centrifugos utilizados en la indusiria ldctea.
Tipos y caracteristicas,

T, Sistermas de esterilizacion utitizados en la industria lictea.

12, Eguipos auxiliares utflizados en la industiria dactea, Bom-
bas: Caracterisiicas. Tuberias: Tipos v didmetros adecuades,

13 Depositos utiizados en la indusiria ldclea. Tipos y caracte-
risticas. . )
t4. Equipos para queseria. Cubas de cuajar. Prensas. Cortado-

ras. Lienadoras.

15, Cémaras de madaracion. Control de temperatura v grado
de humedad.

16. Maguinariza para mantequeria. Maduradoras. Batidoras.
Amasadoras. Llenadoras.

£7. Sistemas de envasado utilizados en fa industria ldctea,

18, Servicios auxiliares en instalaciones de la industria ldctea
{vapor. agua, frio, aire),

19, Limpieza y desinfeccién de los eguipos wiilizados ern la
industria laciea. Control de las soluciones empleadas. Circuitos de
limpieza. )

28,  Control y automatizacién de las inswalaciones utilizadas en
la industria ldctea.

21, Refrigeracién de la leche. Procedimientos y elementos
utilizados en la refriperacidn de la leche durante la recogida y
transporte.

22, Pasterizacion de la leche. Sistemas de pasterizacidn. Efec-
tos del tratamiento sobre las caracteristicas de la leche.

23, Homogeneizacion de la leche. Ohjeto y efectos,

24. Estenilizacién de la leche. Efcctos del tratzmiento sobre las
caracteristicas de la leche.

25, Concentracidn y secade de la leche. Procesos industriales.

26.  Procesos para ta produccién de natas v mantequilla.

27, Pnncipios basicos de la fabricacidn de queso. Temperatura
v tratamiento de la leche antes de la coagulacien. Preparacitn,
dosificacion y eleccidn de cultivos iniciadores.

28. Coagulacion de la leche. Tipos de cuajo utilizados en
queseria. Titulacién. Coaguiacién mixta. Ticmpos y temperaturas.

29, Elaboracidn de queso: Trabajo mecanico de ja cuajada.
Contro! de tiemnpos, temperaturas y presiones durante el proceso de
prensada. Tipoes de salazén, Control de salmueras.

30. Maduracién del queso: Modificaciones de las caracteristi-
cas durante ¢! proceso de maduracion. Almacenamiento y consce-
vacion: Parafinado v plastificacion.

ESPECIALIDAD: «TELEPROCESO®

1. Coneepto vy modos de transmision.
2. Modulacion.
3. Codificacién. AHabetos. Transparencia.
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4. Ruide de transmision.
5. Fundamentos de la transmision de datos.
6. Transmisién sincrona v transmision asincrona.
7. Whilizacion del canal en la ransmision. Multiplexacion.
¥, Fiebilidad en la transnsion: Cédigos de proteccidn contra
ETTOTE S,

9. Teleproceso. .
0. Fedes de comumnicacion: Estructura y tipos.
Lineas de conexion, Redes pubiicas y privadas.

12, Oprimizacion de las lineas: Multiplexacion ssiadistica.
13 Optimizacidn de las Hocas; Concentracion,
t4. Protocolos. Niveles.
o 15. Protocolos ortentados a caracier y protocolos orientados a
i,
16. Redes de conmutacidn de paguetes,
17, Frontal de comunicaciones: Tipos, Equipo fisico v logical,
18, Comunicaciones entre ordenadores.
19.  Comunicaciones usuario-ordenador.

20. Ceomunicaciones micre-mainframe,

21, Dependencia de la velocidad de transmisidn con el tipo de
aplicacién.

22. Comunicaciones en sisiemas jerarquizados.

23, Comunicaciones en sistemas distribuidos,

24, Criterios de diserio de redes de datos.

25.  Arguitectura de redes locales.

26. Interconexion entre diferentes redes de datos (gateways).

27, Interfases de adaptacién.

28. Factores de dependencia del tiempo de respuesta,

29, Perturbaciones de! entorno en las transmisiones de datos.

3G Seguridad: Estudic de fa relacion coste/redundancia.

ESPECIALIDAD: «COORDINADGR (GUARDERIA)

1. 1a Guarderia Infanut y el Centro Preescolar del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas: Antecedentes de su crea.
cién ¥ situacion actual. El Reglamento de Régimen Interno.

2. La Escuela Infanti! como provecio alternativo a las Guarde-
rias y a los Centros de Preescolar: Antecedentes y situacidn actua!,

3. La educacidn en la primera infancia: Cémo educar al nifio
de 0 a 6 afios. Prncipales caracleristicas. La educacién infanti]
como derecho del nifio ¥ como tespuesta a sus necesidades.

4, Funcion educativa, sanitana v sccial de la educacion
infantil.

5. Expericncias de educacidn infantil gue se realizan en otros
paises: Especial referencia a los proyectos de Escuela Infantil en
Boloma {Iialia} y en la periferia de Pars (Francia).

6. Siwacion actual de ke educacion de los nifios de 0 a 6 ados
en ja Comunidad de Madnd. Proyectos concretos de aciuacion.

Conocimiento del nific de § a 6 afios. Desarrolic holdgico,
psicologico ¥ social. Principales factores y mecanismas gque inter-
vienen ¢n su desarrollo y maduracion.

8. Educacidn para la sajud: Medios de prevencion y actitudes
fundamentales referidas a la alimentacién, descanso, higlene vy
actividad fisica. La educacion de hédbitos en las distintas edades.

9. Enfermedades infantiles mds frecuentes. Incidencia, etiolo-
gia, transmisidn y sintomas. 1a fatipa del nino y causas que la
producen. Necesidades y fitmos de suefios; Cotentos educativos. El
educador como agente de salud.

13 Allmemacién, nutricién v dietética. Alimentacion eguih-
brada: Planificacion de menis en la Escuela Infaniil Conflictos
s frecuentes del nifo a la hora de comer. Actitudes cducativas
del educador.

11.  El juego en el desarmoilo peneral del nifio: Formacton y
i:_vo%ucién‘ Diversos tipos de jucgos. mportancia del juego simbé-
ico.

12. Dasarrollo de la personalidad del nifio. Proceso hacia la
adquisicion de la autonomiz personal; Individualizacién v sociali-
zacion. Principales conflictos emocionales.

3. El nimo descubre su cuerpo: Exploracidn, sensaciones,
vivencias. El cuerpo como objeto. Educacién sexual Actitudes
bésicas y eriterios. Ef control de esfinteres: Maduracion y criterios
educatives,

14, El desarrolle psicomotor del nifo; E! esquema corporal,
lateralidad, coordinacion de movimientas, las nociones espacio-
temporales, los desplazamientos,

[5. FEl nifio descubre a los oiros: Necesidades de comunica-
cion. La vida en el grupo-clase, valores y dificultades. El nifo
descubre su entorno: lLas cosas, la clase, el mundo que le rodea.
Ohbservacion, exploracitom y experimentacion. Metodologia y recur-
sos diddcticos. .

[6. Desarrollo del lenguaje en el nifio de 0 a 6 afios: Condicio.
nes bisicas pera su desarrollo y maduracién. Motivaciones para la
comunicacion.

1?7, Ei nifio se expresa a través del color y del grafismo: Elapas
de evolucion de 1a expresion plastica. Maotivacion y estimulacidn de
la lbre expresion del nifo.
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18, Desarrolio del pensamienio en el nifio. Papel de las
percepeiones. Formacion de capacidades y conceplos basicos rela-
cionados con la medida, peso, orden, volumen, relacidn ¥y movi-
miento. )

19. Valor y fuerza de 12 imagen en la educacion de los nifios
pequenos. El nifo v el cine: Codmo ensenar a ver cine. Criterios para
la selecciton de peliculas infantiles. Fl nifio y la television: So
influencia y crilerios para Orientar su uso € interpretacion.

M. Proyecto educalivo para los niveles de Ja Escuela Infantl.
Criterios metodolégicos. Organizacién de las acuvidades educati-
vas, Diversas experiencias,

21, La Ley General de Educacidén como marco referencial del
actual sistemma educativo. Tratamienio especifico de la Educacion
Preescolar. ] )

22 la cduocacion en la Constitueion v en el respective
Ectatuto de Autonomia. Leves organicas referidas a los niveles no
unrversitanios. Distribucién competencial entre el Estado y la
respectiva Comunidad Auténoma en materia de educacion. E) Real
Decreto de Transferencias. )

23, Direccion y gestion del Contro escolar, Organos uniperso-
nales v rganos colegiados. Crganos y cances de participacién de la
comunidad educativa. Gestion econdrmica del Centro. Relacion de
la instilugion escolar con la localidad o el barrio.

24, Organizacién del Centro escolar. El plan del Centre como
marco orgamzativo de Ia actividad escelar. Desarrolln, seguimiento
v evalnacidon. La memoria. Departamenios didécticos ¥ equipos
docenwes. Sistemas de agrupamicnios de alumnos. Actividades
escolares v extraescolares.

25, Orpanizacidn escolar. Problemas que estudia. Tendencias
actuaics de organizacion escoler. Tipos de escuelas. Criterios de
organizacion.

26, El tiempo escolar. Planificacion de la actividad escolar a
corto, medio v largo plazo. Adecuacidn de la programacidn a los
diferentes ritios de aprendizaje 4z los alumnos. El horario escolar
en refavién a las distintas situaciones de aprendizaje previstas en la
programacién. . .

27. Los servicios de wpovo a la escucla de la Administracion
educativa comespondiente; Organizacion y funciones, Servicies
complementarios: Comeador y transporte.

o8 Estructura orgidonika de la Administracion educativa
correspondients, La funcion inspecicra ¥ el segeinliento, evalua-
cién v control del sistema escolar,

29.  La Ciencia de Ja Administracien. Aplicaciones pricticas de
la Ciensia de la Administracién.

30. Tecria de la organizacion: Conceplo v principates tipos de
organizacion.

ANEXO ({1
TRIBUNAL NUMERO |

alnformitican. «Teleprocesns
Titular:

Presidente: Don Salvador Fernindez Bermudez, Investigador
cientifico del Centro de Calculo del CSIC,

Yocales: Don Victor Castelo Gutiérrez, Titulado superior espe-
cializado d=l Centro de Cilculo del CSIC.

Don Carlos Gonzélez-Fernénder Vallejo, Colaborador crenti-
fico del Instituto de Autométca Industrial det CSIC.

Dofa Maria Teresa de Pedro Lucio, Colaboradora cientifica del
Instituto de Automatica Industnal del CSIC.

Don José Pedro Gutiérrez Jiméner, Colaborador cientifica del
Instituto «Eduardo Torrojan del CSIC.

Suplente:

Presidenta: Dofia Marda Terese Fermdndez Mufioz, Colabora-
dora cientifica del Instituto e Informacion y Documentacion en
{Ciencia y Tecnologia del CSIC.

Vorales. Don Guiliermao del Rip Castro, Titulado écnico
especializado del Centro de Cilculo de) CSIC.

Dona Elisa Navas Garcia, Titulada superior especializada
del CSIC.

Dona Irene Fernidndez Florez, Jefa del Departamento de Bases
de Datos Documenizles. Centro de Proceso de Datos del Ministerio
de Educacion y Ciencia.

Don José Ignacioc Alvarez Baleriola, Colaborador cientifico del
Instiinto «Eduardo Torrojan del CSIC.

TRIBUNAL NUMERO 2

«lnstrumentacion en Resonancia Magnética Nuclears,
wlnstrumentacions
Titular

~ Presidente: Don Conrado Pascual Rigau, Profeser de Investiga-
ci15n del Instutute de Quimica Organica General del CSIC.

Vocates: Dion Jesis Sanz Lizaro, Profesor de Investipacion del
Instiwno de Ciencia de Materdales de Madrid {Sede C) del CSIC.

Don José Luis Nieio Rodriguez, Investigador cientifico del
Instituto de Estructura de la Materia del CSIC.

Don Abclardo Gémez Parra, Colaborader cientifico del Insti-
tuto de Ciencias Marinas de Andalucia del CSIC.

Don Carlos Eliseo Alonso Blizquez, Titulado técnico especiali-
zadcd gle(l: Instituio de Ciencia de Materiales de Madrid (Sede A)
del .

Suplente:

Presidente: Don Manuel Rico Sarompas, Profesor de Investipa-
cidn del Instituto de Estructura de la Materia.

Vocales: Don Antonio Alemany Sate, Profesor de Investigacion
del Institute de Quimica Orginica General del CSIC.

Don Jorge Santoro Said, fnvesligador cientifico del Instituio de
Estructura de ta Materia del CSIC.

Daon Rafael Esiablier Torregrosa, Profesor de Investigacion del
Institule de Ciencias Marinas de Andalucia del CSIC.

Dwofia Elena Ferndndez Sanchez, Titulada técnica especializada
del Institulo de Quimica-Fisica «Rocasolano» del CSIC.

TRISUNAL NOMERO 3

«Electronica de Instrumentacions,
aElectrénica: Instrumentacion Nuclear»
Titular:

Presidente; Don Anlonjo Ferrer Sorta, Investigador cientifico
del Institute de Fisica Corpuscutar de Valencia del CSIC.

Vocales: Don José Miguel Bolta Alandete, Profesor tiwnlar de la
Facultad de Fisicas de ta Universidad de Valencia.

Dofia Nataliz Denisenko Yakucheva, Titulada superior especia-
lizada del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (Sede A)
del CSIC,

Don Jesis Barbero Sdnchez, Investigador cientifico del Instituio
de Electronica de Comunicacienes del CSIC.

Dona Ascension Ferndndez Camacho, Colaboradera clentifica
de] Instituto de Ciencia de Matertaies de Sevilla del CSIC.

Suplente:

Presidente: Don José Maria Lépez Sancho. Investipador cienti-
fico del Institvto de Ciencia de Materiales de Madnd (Sede A)
del CSIC.

¥ocales: Don Fernando Briones Ferndndez-Pola. Investigador
cigntifico de! Centro Nacional de Microelectronica del CSIC.

Don Luis Alfonso Ares Escolar, Colaborador ciemifico del
Instituto de Electrénica de Comunicaciones del CSIC.

Don Alejundro Conde Amiano, Catedratico de Fisica del Estado
Sélhéo de la Faculitad de Fisicas de 1a Universidad de Sevilla.

Don Fausto Montova Vitini, Investigador cientifico del Insti-
tute de Electronica de Comunicaciones del CSIC.

TRIBUKAL NUMERO 4

winstrumentecion en Microelectronicar
Titular:

Presidente; Don Emilio Lora-Tamayo D'Qcon, Investigador
cientifico del Centro Nacional de Microeiectranica del CSIC.

Vocales: Don Zendn Navarro Garriga, Tilulade superior espe-
cializado del Centro Nagional de Microelectronica del CSIC.

Don Juan Pigueras Piqueras, Catedrdtico de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Auténoma de Madnd.

Don Francisco Serra Mestres, Catedréatico de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Auténoma de Barcelona.

Don Antonio Fauguet Andreu, Titulado técnico especializado
de! Centro Nacional de Microelectronica del CSIC.

Suplente:

Presidente: Don Fermmando Briones Fermdndez-Pola, Investipga-
dor cientifico del Centro Nacional de Microelectronica del CSIC,

Vocales: Dona Dolores Golmaye Ferniandez, Colaboradora
cientifica de] Centro Nacicnal de Microelectrénica del CSIC.

Don Javier Gutiérrez Monreal, Colaboradur cientifico del
Instituto de Electrénica de Comunicaciones del CSiC

Don Gaspar Armelles Reig, Colaboradoer cientifico del Centro
Nacional de Microglectrénica del CSIC.

Don fuan Ramodn Morante Lleconard, Profesor titular de la
Facullad de Fisicas de la Universidad de Barcelona.

TrRIBUNAL NOMERO 5
«Microscopia Flectrinica de Barrido ¥ Anditses de Imagen»
Titular:

Presidente: Don Miguel Aballe Caride, Investigador cientifico
del Centro Nacional de Investigaciones Metalurgicas del CSIC.
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Vocales: Dofia Paloma Adeva Ramos, Colaboradora cientifica
del Centro Nacional de Investigaciones Metalirgicas det CSIC.

Don José Federier Elopis Pla, Profesor titular de Ja Facuhad de
Fisicas de la Universidad Complutense de Madnd,

Don Scgundo Barroso, CIEMAT,

Don Yosé Maria Badia Pérer. Profesor titular de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Acronduticos de la Universidad
Politécnica de Madnid.

Suplente:

Fresidente: Don Fernando Garcia Carcede, Profesor de Investi-
gacidn del Centro Nacional de Investigaciones Melalurgicas
del CSIC, . .

Vocules: Don José Lopez Ruiz, Invcm%ﬂdor cientifica gel
Museo Macional de Cicncias Naturales del CSIC.

Deon Guillermo Caruana Veldzquez, Colabarador cientifico del
Centro Nacional de Investigaciones Metaltrgicas del CSIC.

Dren Joaquin Fbanez Ulargui, Colaborador cientifico del Centro
Nacional de Investigaciones Metahirgicas.

Don Clemente Cubillo Palacios, Titulado téenico especializado
del Centro Nacional de Investigaciones Metalurgicas del CSIC.

TRIBUNAL NUGMERO §

wFécticas Experimentales de Ensayoss
Thular:

Presidente: Don José Ignacio Alvarer Baleriola, Colaborador
ctemifico del Instituto «Eduardo Teorrojan del CSIC.

Vocales: Don Fermande Baguedano Coll, Titulado seperor
especializado del Institutoe «Eduardo Teorrsjan del CSIC.

Don Angel Arteaga Iriarte, Titulado supenior especializado de la
Confederacion Espanola de Centros de Investigaciones Matemati-
can v Estadisticas det CRIC.

Don Pedro Galindo Gareia, Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos. -

Don Luis Orncea, Ingenicro de Caminos. Canales y Puertos.

Suplente:

Presidente: Don José Quereda Laviaa, Colaberador cientifico
det Instituto «Eduardo Torrojar del CSIC.

Vocales: Don Agustin Colmenarejo Coca, Titulado técnico
especializado del Instituto «Eduardo Torrojan del CSIC.

Bon Fernando Baillo Portter, Titulado téonico especializado del
Instituto «Eduarde Torrojan del CSIC,

Don Bernardo Perepérez, Escusla Técnica de Arquiteciura de
Valencia.

Don Luis Alcald, CEDEX.

TRIBUNAL NUMERG 7

«Proteccion Radioldgica y Seguridad Bicldgicar
Tiular:

Presidente: Don Juan Modolell Mainou, Profesor de Investiga-
cién del Instituto de Biologia Molecular det CSIC,

Vocales: Don Miguel Angel de Pedro Montalban, Investigador
Cientifice del Instituto de Biologia Molecular del CSIC.

Don Francisco Moreno Mufioz, Profesor titular de la Facultad
de Ciencias de la Universidad Anténoma de Madrd.

Don José Manue! Almenara Pulido, Titulado técnico especiali-
zado de la Organizacién Central del CSIC,

Don Fernande Figuerca Ferniandez, Tiulado supenor gspeciah-
zado de la Organizacion Central del CSIC.

Suplente:

Presidente; Don Jests Avila de Grado, Profesor de Investiga-
cion del Instituto de Biologia Molecular del CSI1C,

Vocales: Diofia Maria del Carmen Aragén Rueds, Profesora
gjojiafdde la Faculiad de Ciencias de 12 Universidad Autdénoma de

adrd.

Don Luis Enjuanes Sanchez, Investigador cientifico del Insti-
tuto Ge Biologia Moiecular del CSIC.

Dofia Blanca Pérez Maceda, Titulada superior especializada del
Centra de Investigaciones Biolégicas del CSIC.

Don Lorenzo Seguido de la Fuente, Titulado técnico especiali-
zado del Instituto de Biologia Molecular del C8IC,

TRIBUNAL NOMERG 8

«Electromecinica de Instrumentacién utilizada
en Biologia y Biomedicina»

Tiular:

Presidente: Don José Lépez Carrascosa, Investigador cientifico
del Instituto de Biclogia Molecular del CSIC.

Vocales: Don José Antonio Mufioz Diez, Titulado técnico
especighizade del Instituto de Biologfa Molecular del CSIC.

Don Antonie Garcia Alvarez, Titulado téenico especializado del
Centro de Investigaciones Biolopicas. )

Don Angel Hernandez Gutiérrez, Titulado técrico especializado
de la Orgamizacién Central det CSIC

Don José Maria Sorribas Casanovas, Titulzdo t€cnico especiali-
zzdo del Centro Nacional de Microelectronica.

Suplente:

Presidente: Don Juan Modolell Mainou, Profesor de Investiga-
¢ion del 1astituto de Biclogia Molecular del CSIC.

Vocales: Don Tomas Gomez Gémez, Titulado técnico especia-
lizado del Instituto de Biologia Molecular del CSIC,

Dion Lorenzo Seguido de ja Fuente, Titulado técnico especiab-
zado del Instituto de Biologia Molecular del CSIC.

Don José Manuel Almenara Pulido, Titulade técnico especiali-
zado de la Organizacién Central del CSIC,

Pon Fernando Barakona Nieto, Titulado especializado del
Instituto de Bioiogia Melecular del CSIC.

TRIBUNAL NUMERD 9

«hficroscopia Electrinica en Biologias.
«Micrascopia Electsonica en Barride en Ciencias del Mary

Titular:

Presidenta; DonRa Inmaculada Herrera, Jefa del Servicio de
Microscopia Flectrénica del Centro MNacional de Virclogia de
Majadahonda,

ocaies: Don José Lopez Carrascosa, Investigador cientifico del
Institute de Biologia Molecular del CSIC.

Don Emilie Pascual Vazquez, Investigador cientifico del Insti-
tuto de Ciencias Marinas de Andalucia de Cadiz del CSIC,

Don Lorenzo Seguido de 1z Fuenie, Titulado técnice especiali-
zado del Instituto de Biologia Molecular del CSIC.

Donr Lucas Sdnchez Rodriguez, Colaborador cientifico del
Centro de Investigaciones Biolégicas del CSIC.

Suplente:

Presidente: Don Carlos Alonso Bedate, Investigador cientifico
del Instituto de Biologia Molecular det CSIC.

Vagales: Don Pedro Esponda Ferndndez, Investigador cientifico
del Cenire de Investigaciones Biolégicas del CSIC.

Don luan Antenio Garcia Alvarez, Colaborador cientifico det
Instituto de Biclogia Molecular del CSIC.

Don José Antonio Munoz Diez, Titulade técnico especializado
del Instituto de Biologia Molecular del CSIC,

Don José Manuel Cuezva Marcos, Profesor tiiular de lz
Facultad de Cicncias de lz Universidad Auténoma de Madnd.

TRIBUNAL NUMERG 10

«Citometria de Flujos
Titular:

Presidente: Don Claudio Ferndndez de Heredia Ardanaz, Profe-
sor de Investigacion del Instituio de Emvestigaciones Biomédicas
dej CSIC.

. Vocales: Don Antonio Garcia Alvarez, Titulado técnico especia-
lizado del Centro de Investigacioncs Bioldpicas del CSIC.

Don Alberte Marquet Espinosa, Colaborador cientifice det
Ceniro de Investigaciones Biologicas del CSIC. -

Don Miguel Lopez Botet, Doctor en Medicina. Jefe adjunta del
Servicio de Inmunologia del Hospital de la Princesa.

Don Leandro Sastre Garzon, Colaborador cientifico del Centro
de Investigaciones Bioldgicas del CSIC.

Suplente:

Presidente; Don José Carlos Martinez Alomso, Profesor de
Investigacidn del Instituto de Biologia Molecular del CSIC.
_ Vocales: Donia Mercedes Garcia Pérez, Titulada técnica especia-
lizada det Centro de Investigaciones Biologicas del CSIC,

Dofia Isabel Barasoain Blasco, Colaboradora cientifica del
Centro de Investigaciones Biologicas del CSIC.

Don Carmelo Bernabeu Quirante, Investigador cientifico del
Centro de Investigaciones Biologicas de] CSIC.

Don Francisco Sanchez Madrid, Doctor en Medicina. Jefe
adjurnto del Servicio de Inmunologia del Hespital de iz Princesa.

TRIBUNAL NUMERG 11
«Taxidermiar
Titular:

Presidente: Don Carlos Tbifiez Ulargui, Colaborador ciemifico
de fa Estacion Bioldgica de Dofiana del CSIC,
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Vocales: Don Francisco de Berja Sanchis Gil de Avallg,
Colaborador cientifico del Museo Nacional de Ciencias Naturales
del CSIC.

Don José Cabot Nieves, Titulado supenior especializade de la
Estacion Biologica de Pofiana del CSIC.

Dofa Josefina Barreire Rodriguez, Titulada supenor especiali-
zada do! Museo Nacional de Ciencias Nawrates det CSIC.

Don Adelino Benito Perales, Tiutulade icenico especializado del
Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC.

Suplente:

Presidente: Don Vicente Areda Sasvedra, Profesor de Investiga-
cién del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC.

Vocales: Don Juan Carlos Alonso Lopez, Colaborador cientifico
det Museo Nacicnal de Ciencias Naturales del CSIC.

Don José Pablo Veiga Relea, Colaborador cientifico de la
Estacion Experimenial de Zonas Andss de Almeria del CRIC,

Don Teodoro Conde Minaya, Titulado superior especializado
del Reai Jardin Botéanico del CSIC.

Don Enrique Jiménez Roca, Titulado téenice especializade de
ia Estacién Bioldgica de Dofiana.

TRIBUNAL NUMERO 12

~ «Plante Piforo. Tecnologia de Alimentosy.
«Instalaciones Filoto para la Elghoracion de Productos Ldcteoss

Titular

Fresidente: Don Miguel Rodrige Enguidanos, Investipador
cientifico det Institute de Agroguimica y Tecnologia de Alimestos
de Valencia del CSIC.

Vocales: Don Juan Atanasio Carrasco Manzano, Colaborador
ciantifico del Institeto del Frio del CSIC

Don Francisco Javier Nieto Rodriguez-Brochero, Cotaborador
ciemifico del Instituto de Fermentaciones Industriales det CSIC.

Don Manuel Ramos Amieva, Doctor Ingenicro Agronomo.
Vicepresidente Comité Lechero.

Dion Juan Galdeano Blas, Titulado técnico especializade del
(]*n?tict?i%dc Agroguimica y Tecnologia de Alimentos de Valencia
pt .

Suplente:

. Presidente: Don José Vicente Carbonell Talén, Investigador
cientifico det Instituto de Agroquimica y Tecnologia de Alirmentos
dz Valencia del CSIC.

Voczles: DPon Alredo Pita-Romero Maertinez, Ingeniero Agro-
noma, Dircctor Escuela Nacional de Industrias Lécteas.

Dion Rafarl Pérez Pastor, Colaborador cientifico del Instituto de
Agroquimica ¥ Tecnologia de Alimentos de Valencia del CSIC.

Don Jesds Garcia Diaz, Ingeniero técnico industinal, Jefe del
Dirpantaimenio de Industnas Lacicas y Derivados de Alfa-Laval

Don Pedro Lorenzo Pérez, Titulado técnico especializado del

Institulo de Agroguimica vy Tecnologia de Alimenlos de Valencia
dei CSIC.

TRIBUNAL NUMERO 13
«Coordinador fGuarderia)»

Titular:

Fresidente: Don Alfredo Aparicio Yagie, Investigador cientifico
det Museo Nacional de Ciencias Naturales det CSIC.

Vocales: Don Teodore Conde Minaya, Titulado supenor espe-
ciaiizado del Real Jardin Botdnico dei C51C.

Dona Concepcidn Domingo Maroto, Colaboradora cientifica
del Instituto de Estructura de la Matena del CSIC.

Dofia Paloma Adeva Ramos, Colaboradora cientifica del Cen-
1ro Maciona!l de Investigaciones Metalirgicas del CSIC,

Dan Adling Benito Peraies, Titulade técnico gspecializado del
Nuseo Nacionat de Ciencias Naterates del CSIC.

Suplente:

Presidente: Don Ricardo Martingz Rodriguez, Profesor de
Investigacion del Institute «Santiago Ramdén v Cajals del CSIC.

Vocales. Don Alfredo Moreno Cebridn, Investigador cientifico
del Centro de Estudios Histéricos del CSIC.

Dona Isabel Izquierdo Mova, Titulada superior especializada
del Museo Nacional de Clencias Naturates del CSIC.

Don_Angel Moyva Valdés, Titslade técnico especializado del
Centro Nacionzl de Microelectrénica del CSIC.

Doita Pilar Lopez Gareia, Colaboradora cientifica del Centro de
Estudios Histéricos del CSIC,

ANEXO 1V

Don ... , con domicilio
-+ P ¥ coh docurnenio
nacional de identidad NUMEro ..o e, declara bajo
JuraIrento ¢ promete, a efectos de ser nombrado funcionario de fa
Escala de .o, Que TO ha sido
separado del servicio de ninguna de las Administraciones Publicas
y Gue no se halla inhabilitado para el ejercicie de funciones
publicas.

[ %1 S - [+ [
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ORDEN de 25 de marzo de 1987 por la que se
convucarn pruehas selectivas para cubrir nueve plazas
de la Escala de Titulados Técnicos Esperializados del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas por ef
sistema de promocion interna

22383

En cumplimiento de lo dispuesto en €l Real Decreto 198/1987,
de & de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo piblico
para 1987, v con el fin de atender a las necesidades de personal en
Ia Administracién Piiblica,

Este Ministerio, en uso de las compatencias que le han sido
atripvidas por e} Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre,
previo informe favorable de la Comisién Superior de Personal y
acucrdo de la Junta de Gobiemo del CSIC, resuelve convocar
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Titulados Técnicos
Especializadas de] Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
con sujecion a las siguientes

Baccs de convocataria
L. Normas generales

1.1  Se convocan pruebas selectivas pars cubnr nueve plazas
en la Escala de Titulados Técnicos Especializados del CSIC, por e}
sisterna de promocion interna, previsic en el anticulo 22 de 1a Ley
30/1584, de 2 de 2gosto, de Medidas para la Reforma de fa Funcidn
Fublica, v en el Reglamento General de Provisidn de Puestos de
Trabaio v Promocion Profesional de los Funcicnarios de la
Administracién del Estado, zprabado por Real Decreto 2617719885,
de § de diciembre.

1.2 El nimero toial de vacantes de las convocatorias general
y de promocion interna de acreso a la Escala de Titulados Técnicos
Especializados del CSIC asciende a treinta.

1.3 Leas plazas sin cubrir, reservadas 3 Ta promocidn interns,
s¢ acumularan a las del sisterma general.

E.4 A las presentes pruehas selectivas les serin aplicables la
Ley 30/1984, d¢ 2 de¢ agosto; ¢l Real Decreto 222371984, de 19 da
diciembre; et Real Decreto 261771985, de 9 de diciembre, y las
bases de csta convocatoria.

1.5 Laadjudicacion de las plazas a los aspirantcs aprobados se
efectuard en cada especialidad, de acuerdo con la suma de la
puntuacién obtenida por €stos cn jas fases de concurse y de
aposicidn.

1.6 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promocion
interna, en virted de fo dispuesto en el articulo 31.3 del Regla-
mento General de Provision de Puestos de Trabajo y Promecion
Profesional de los Funcionarios de la Administracion del Estado,
tendrin preferencia sobre el resto de los aspiranies para cubnr las
vacantes a las gue se alude en [a base 1.2,

1.7 El procedimiento de scleccion de los aspirantes constara
dz las siguientes fases:

- Concurso.
- Oposicién. )
— Periodo de pricucas.

1.8 En la fase de concurso, que no tendrd cardcter eliminato-
rin, se valorard la antigiedad del funcionario en la Esczls a la que
perienezca hasta un maxima de 10 punies, teniéndose en cuenia a
estos efectos los servicios efectivos prestados hasta la facha de
terminacién del plazo de presentacion de instancias, asignéndose a
cada ailo completo de servicios efectivos ung puntuacidn de 0,4
puntos, hasia ¢l limile maximo expuesto,

Asimismo, se valorara su hisionial prefesional en la Administra-
cién Publica y los cursos de formacién superados en el Instituto
Nacional de {2 Administracidn Pablica, hastz un maximo de 10
PURLos,

1.5 La fase de oposicion estara formada por los ejercicios
eliminatorios que a continuacidn se indican:

1.9.1 Primer ejercicior Consistir en la realizacién de uno o
varios supuestos practices relacionados con la especialidad de la




